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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

Прецизионный контроль структуры поверхности и приповерхностных слоев: качест-

венный и количественный анализ состава слоев позволяют изучать и контролировать

физические и химические процессы, протекающие в приповерхностных слоях твердых

тел и тонких пленках.

Важнейшей задачей современной науки и техники остается конструирование

свойств тонкопленочных систем и создание структур с необходимыми служебными

свойствами.

Решение таких задач идет по ПУТИ: создания научных представлений о свойствах ма-

териалов: развитию технической базы научных исследований и созданию современных

технологий, которые требую г более совершенных методов контроля и измерения раз-

личных параметров современных приборов и. разрабатываемых на их основе, методик.

Информацию о составе, структуре и происходящих в сверхтонких поверхностных

системах в пределах глубины измерения не превышающих ~3л (длина свободного про-

бега электронов) получают, используя методы электронной спектроскопии, в том числе

и метод рентгеноэлектрошюй спектроскопии (РЭС). С развитием метода связано появ-

ление широкого спектра измерительных устройств - электронных спектрометров, и

значительного количества методик анализа.

Выбранный магнитный принцип действия измерительного устройства, а также спе-

цифика конструкции спектрометра, под которой понимают всю систему измерительных

устройств спектрометра, участвующих в процессе получения данных о электронах, ста-

вит ряд технических и методических проблем, требующих всестороннего решения.

Объекты исследования.

Одна из проблем - оптимизация параметров отдельных элементов конструкций,

влияющих на количественные характеристики и учитывающих особенности примене-

ния этих элементов.

Проблемой метода является вопрос стабилизации рабочих параметров спектрометра,

включающий вопросы выяснения физической природы дестабилизирующих факторов

влияния ria рабочие параметры , и создание условий сохранения их стабильности (либо

контролируемый учет изменений).


